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CHIPZONE 平台
YIELDS ANALYSIS FOR IC DESIGN / TEST / FOUNDRY

DESIGNED BY DWINS DIGITAL SERVICE



IC 後段測試

• WAT, Wafer Acceptance Test 

• LotID, 1

• WaferID, 25

• detail : 25 x5 = 125

• CP, Chip Probing
• LotID+WaferID, each

• (X,Y), 30K
• details = 30K = 

30,000

• FT, Final Test
• LotID, x25

• index
• details = 30K * 25 

= 750,000
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IC DESIGN >>….>> 資料分析

• 問題:

• Design / Foundry / Handler / tester / package 

• bad die 是在 Wafer 的外圍或是特定區域?

• 某些測項的錯誤率是否特別高?它的測值為何?

• 測項的測值範圍和分佈為何?

• 相同 Device , 不同批次的分佈是否相同或變異?

• 不同供應商的檔案格式問題

• 測試程式版本和管理

• ……..

• 要求:

• 相同 Lot 之間的合併、分析和比較

• 重測合併

• 分批測試合併

• 工程資料

• 不同 Lot 之間或供應商之間的比較和分析



資料視覺化, WHY?

RRGYL 25 C 0.00068264

IG_P12V_02S#WF#LOTIG_P12V_02S#WF#LOT

8.14E-06R13RRGYL7.90E-06T1RRGYL

8.74E-06L13RRGYL7.54E-06B1RRGYL

7.26E-06T15RRGYL7.89E-06C1RRGYL

6.89E-06B15RRGYL8.53E-06R1RRGYL

7.94E-06C15RRGYL8.01E-06L1RRGYL

9.79E-06R15RRGYL7.11E-06T2RRGYL

7.27E-06L15RRGYL6.50E-06B2RRGYL

7.61E-06T16RRGYL7.82E-06C2RRGYL

8.90E-06B16RRGYL8.75E-06R2RRGYL

7.75E-06C16RRGYL7.54E-06L2RRGYL

8.05E-06R16RRGYL7.56E-06T3RRGYL

7.71E-06L16RRGYL6.88E-06B3RRGYL

7.57E-06T17RRGYL6.79E-06C3RRGYL

6.57E-06B17RRGYL7.85E-06R3RRGYL

7.75E-06C17RRGYL8.31E-06L3RRGYL

7.86E-06R17RRGYL7.83E-06T4RRGYL

8.05E-06L17RRGYL7.08E-06B4RRGYL

7.61E-06T18RRGYL7.63E-06C4RRGYL

6.65E-06B18RRGYL8.59E-06R4RRGYL

8.63E-06C18RRGYL7.29E-06L4RRGYL

7.94E-06R18RRGYL7.08E-06T5RRGYL

8.41E-06L18RRGYL6.18E-06B5RRGYL

7.89E-06T19RRGYL7.00E-06C5RRGYL

7.90E-06B19RRGYL7.26E-06R5RRGYL

8.66E-06C19RRGYL8.44E-06L5RRGYL

7.24E-06R19RRGYL9.37E-06T6RRGYL

6.92E-06L19RRGYL7.15E-06B6RRGYL

8.13E-06T20RRGYL7.04E-06C6RRGYL

7.37E-06B20RRGYL0.000011366R6RRGYL

8.28E-06C20RRGYL7.53E-06L6RRGYL

8.00E-06R20RRGYL7.10E-06T7RRGYL

7.13E-06L20RRGYL7.58E-06B7RRGYL

6.82E-06T21RRGYL7.34E-06C7RRGYL

8.02E-06B21RRGYL0.000010448R7RRGYL

7.40E-06C21RRGYL8.61E-06L7RRGYL

8.87E-06R21RRGYL7.10E-06T8RRGYL

9.32E-06L21RRGYL6.54E-06B8RRGYL

0.00001001T22RRGYL7.51E-06C8RRGYL

6.86E-06B22RRGYL7.63E-06R8RRGYL

7.79E-06C22RRGYL7.78E-06L8RRGYL

9.25E-06R22RRGYL8.88E-06T9RRGYL

8.34E-06L22RRGYL6.79E-06B9RRGYL

8.66E-06T23RRGYL7.55E-06C9RRGYL

6.84E-06B23RRGYL7.67E-06R9RRGYL

7.42E-06C23RRGYL7.42E-06L9RRGYL

7.27E-06R23RRGYL8.24E-06T10RRGYL

8.15E-06L23RRGYL7.13E-06B10RRGYL

7.46E-06T24RRGYL8.04E-06C10RRGYL

8.10E-06B24RRGYL8.24E-06R10RRGYL

0.000010264C24RRGYL7.82E-06L10RRGYL

9.00E-06R24RRGYL7.48E-06T11RRGYL

7.36E-06L24RRGYL6.48E-06B11RRGYL

8.82E-06T25RRGYL9.21E-06C11RRGYL

7.25E-06B25RRGYL8.20E-06R11RRGYL

0.00068264C25RRGYL7.55E-06L11RRGYL

9.52E-06R25RRGYL7.24E-06T12RRGYL

7.83E-06L25RRGYL6.94E-06B12RRGYL

0.00068264<MAX>9.38E-06C12RRGYL

6.18E-06<MIN>8.49E-06R12RRGYL

1.34864E-05<AVG>7.32E-06L12RRGYL

6.16048E-05<STD>8.59E-06T13RRGYL

NONE<SPEC HIGH>7.12E-06B13RRGYL

NONE<SPEC LOW>7.30E-06C13RRGYL



視覺化 & 使用平台的意義

• 自動判斷檔案格式及轉檔

• 提供多樣的分析面向, 資料統計量揭示

• 快速找到問題和趨勢

• 深層了解資料的分佈和層度

• 報告和報表

• 解決人工問題:
• 資料龐大, 不易閱讀.

• 手動操作, 一致性和專業不統一.

• 資料檔案維護不容易.

• 警示及通知



CHIPZONE之功能特色

• 容器化微服務系統架構,

• 支援 WAT/CP/FT 各類測試資料,

• 中英文語言支援

• 支援多供應商檔案格式, 並提供客製化檔案格式能力

• 權限管理, 檔案分類、儲存和管理,

• 提供資料合併方式以符合工程測試、合併測試及重新測式之作業需求,

• 具備一般的作業分析和系統自動警示通知的二種作業型態.

• 報表產製和下載



支援的檔案格式

• 文字檔以","分隔的資料格式: .csv / .spd / .wat
• WAT: UMC / PSMC /UMIX

• CP: TMT

• FT: ACCO / TMT

• .std 標準格式

• 標準測試資料格式（Standard Test Data Format）簡稱STDF，

• 泰瑞達公司首創，

• 是一種通用的、適用於ATE行業使用的晶片測試結果記錄格式。

• STDF V4 supported.

• ATDF is not supported now!!



檢視結果＞＞檔案[FILES]

• 該檔案中所擷取的參數資訊

• 編輯權限可修改, 下載, 刪除

• 工程批和量產批都可以滙入.

• 具備多欄位過濾和排序功能



檢視結果＞＞測試項目[TEST ITEMS] 子頁

• 列出所選檔案的統計資料

• [另存CSV]: 將清單中的資料以'.csv'格

式, 儲存到本機中

• 排序和過濾

• 收縮和解縮

• LotID

• WaferID, 總計: 數量, 失敗: 失敗數

• testItem



檢視結果＞＞參數[PARAMETERS] 子頁

• 參數

• 按鈕

• 當按鈕[執行分析, Analyze]時, 系統會依參數值來執行
分析

• 產出的分析結果將輸出到新的視窗, 
• 圖示和文字, 如: 檢視結果-Hist

• 輸出結果可以儲存為報表

• 可以多視窗並存



報表, REPORT

• 執行分析, 儲存為 PDF之後在[頁首]>報表列表

• 新增: 由執行分析儲存為PDF

• 修改: 無

• 刪除: 權限管理

• 讀取: 按下即可

• 下載/列印/放大/縮小: 由 Browser 操作

• 執行分析(統計資料)

• 參數

• 總統計量

• Wafer Plot , CP only

• Bar Chart for BIN

• Bar Chart for Test Item

• Top 20 of fail count , by test item 


